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Pytania na egzamin dyplomowy MAGISTERSKI

I Zagadnienia og6lne

Interferometry i pomiary dtugosci.

Przewodnictwo elektryczne w metalach.

Teoria pasmowa ciat statych.

Pétprzewodniki samoistne i domieszkowane.

Ztacza potprzewodnikowe — zasada dziatania i zastosowanie.
Teorie rozpraszania $wiatta w dielektrykach.

Whiasciwosci fizyczne materiatow warstwowych.

Budowa i rodzaje spektrometréw masowych.

9. Mechanizm generowania promieniowania synchrotronowego oraz jego charakterystyka.
10. Synchrotronowe metody spektroskopowe w badaniach materiatow.
11. Rdwnanie Diraca i jego konsekwencije.

12. Entropia w ujeciu statystycznym.

13. Obszary zastosowan i ograniczenia zespotow statystycznych.
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1. Zagadnienia specjalistyczne
Detektory fotonowe na zlgczach p-n.
Termiczne detektory podczerwieni.
Anizotropia polaryzowalnosci i elektrooptyczne zjawisko Kerra.
Putapkowanie i laserowe chtodzenie atoméw i jondw.
Metody osadzania cienkich warstw, metody kontroli grubosci i jakosci wytworzonych warstw.
Metody spektroskopowe i mikroskopowe stosowane w inzynierii materiatowe;.
Tryby pracy mikroskopow AFM.
Tryby pracy mikroskopow STM.
Interpolacja wielomianami Lagrange’a oraz funkcjami sklejanymi.
. Aproksymacja liniowa i wielomianami wyzszych stopni.
. Propagacja Swiatta w Swiatlowodach, mody liniowo spolaryzowane, warunek jednomodowosci.
. Propagacja impulséw w nieliniowych osrodkach dyspersyjnych.
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M. Zagadnienia inzynierskie

Podstawowe parametry sygnatow.

Przetwarzanie sygnatu analogowego przez uktady cyfrowe.

Cechy sygnatéw i uktadow przy wzro$cie czestotliwosci. Rachunek decybelowy.

Opis i analiza sygnatow zmiennych.

Techniki redukcji szumow i zaktocen w uktadach pomiarowych.

Ocena i kryteria stabilno$ci pracy czujnikéw.

Podstawowe rozwigzania konstrukcyjne czujnikow pola magnetycznego.

Kwantowy tréjkat metrologiczny.

9. Strukturyzacja powierzchni - metody litograficzne.

10. Kompozyty: klasyfikacja i podziat.

11. Testy szczelnoSci uktaddw cisnieniowych.

12. Algorytmy maszynowego uczenia nadzorowanego wykorzystywane w zakresie rozwigzywania problemu
klasyfikacii i regresji.

13. Algorytmy maszynowego uczenia nienadzorowanego oraz ich zastosowania.
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